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Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Sestava musí obsahovat níže uvedené součásti a musí splňovat následující minimální požadavky Zadavatele:

· Přístroj je určen pro bezkontaktní pozorování a měření povrchů opracovaných nebo neopracovaných materiálů, materiálových vzorků a objemových útvarů pravidelných i nepravidelných tvarů z různých materiálů (kovy, skla, keramické materiály, plasty, vláknové struktury, sypké materiály, tenké vrstvy). 
· Přístroj nevyžaduje předcházející přípravu vzorků.
 -     Přístroj musí být nový, nerepasovaný
 -     Přístroj musí tvořit kompletní systém a dodávka musí zahrnovat:
     - laserový konfokální mikroskop umožňující kombinovat 2D a 3D obraz se standardním 
       mikroskopickým pozorováním a AFM modul s možným zvětšením do 100 000 násobku
     - software pro řízení všech součástí mikroskopu, zobrazení, uložení a export    
       mikroskopický snímků, zpracování obrazu, naměřených dat a vyhodnocení výsledků  
       měření včetně parametrů drsnosti povrchů
· software pro automatické měření více parametru u segmentovaných objektů nebo částic (plocha, poměr stran, orientace, obvod, těžiště, konvexnost, průměry, rádius, tvar, kruhovitost …)
· - SW modul pro automatické hodnocení tloušťky vrstev v příčném řezu a měření tloušťky nanovláken   
     
Další technické podmínky:

Konfokální mikroskop
· minimální rozsah zvětšení 120x – 17.000x
· vlnová délka laserového zdroje pro konfokální režim maximálně 405 nm
· sada objektivů obsahující minimálně 8 kusů
· specifikace bezimersních objektivů:
1. obj. zvětšení 5x; hodnota NA min 0,15; hodnota WD min 20 mm
2. obj. zvětšení 10x; hodnota NA min 0,3; hodnota WD min 5 mm
3. obj. zvětšení 20x; hodnota NA min 0,6; hodnota WD min 1 mm
4. obj. zvětšení 50x; hodnota NA min 0,95; hodnota WD min 0,3 mm
5. obj. zvětšení 100x; hodnota NA min 0,95; hodnota WD min 0,3 mm
6. obj. zvětšení 20x; hodnota NA min 0,45; hodnota WD min 6 mm
7. obj. zvětšení 50x; hodnota NA min 0,6; hodnota WD min 5 mm
8. obj. zvětšení 100x; hodnota NA min 0,8; hodnota WD min 3 mm

      
      -    motorizovaný objektivový revolverový karusel pro minimálně 6 ks objektivů
      -     optický zoom se zvětšením minimálně 1x-8x
      -     maximální rozlišení ve směru vertikální osy z nejméně 5 nm
· maximální laterální rozlišení (osy x,y) nejméně 120 nm 
· opakovatelnost měření v ose z pro objektiv zvětšení 50x (hodnota NA min 0,95; hodnota WD min 0,3 mm) min. 15 nm 
· opakovatelnost měření v osách x,y pro objektiv zvětšení 100x (hodnota NA min 0,95; hodnota WD min 0,3 mm) min. 20 nm
· garantovaná přesnost měření rozměrů pro objektiv zvětšení 50x (hodnota NA min 0,95; hodnota WD min 0,3 mm) ± 1,5 % nebo lepší
· odklon detekované plochy od svislé osy 3° nebo menší  
· dynamický rozsah (bitová hloubka) optického senzoru min. 16 bit 
· parametry mikroskopového stolku s motorickým posuvem:
1. laterální posun minimálně 100 x 100 mm 
2. nosnost stolku min. 3 kg
3. maximální výška vzorku minimálně 100 mm 
4. systém posuvů řízený ovládací jednotkou 

      -    rozsah motorizovaného posuvu ve směru osy z minimálně 10 mm 
· zobrazovací metody s využitím širokospektrálního světelného zdroje minimálně:
      BF, POL, DIC, HDR 
· zobrazovací metody s využitím laserového zdroje světla minimálně:
konfokální obraz, DIC, laserový HDR, ¼ lambda rotační kompenzátor
· barevná kamera s minimálním rozlišením 2 Mpix 
· konfokální rozlišení v jednom zorném poli minimálně 16 Mpix  (4K)
· úhlově nastavitelná rotace rotace skenovaného pole v rozsahu 0°-360°
· aktívní AV stůl s rozměry: min. 1600x800x750mm
· Systém musí obsahovat kalibrační certifikát - kalibrace systému v místě instalace.
· požadavky na programové vybavení:
řídicí software musí umožňovat:
1. plné ovládání veškerých motorizovaných pohonů dodaného zařízení
2. plné ovládání zobrazovacích funkcí dodaného zařízení
3. zpracování a analýzu dat ve všech módech mikroskopu
4. přesné měření rozměrů ve 2D i 3D, měření úhlů a objemů vizualizovaných struktur, zobrazení tenkých vrstev, export dat do MS Word a Excel ukládání snímku ve formátech RAW, TIFF, JPG, BMP, SDF, možnost vytváření vlastních programových sekvencí (skripty, templáty)
5. měření rozměrů v osách x,y,z, měření úhlů a objemů vizualizovaných struktur, měření liniové i plošné drsnosti povrchu lesklých i matných vzorků z průhledných i neprůhledných materiálů, měření velikosti částic sypkých materiálů včetně vyhodnocení velikostní distribuce, měření tenkých vrstev a jejich systémů
6. Software musí umožňovat plnohodnotnou práci s obrazy, logické operace s obrazy, filtrování, segmentace, plnohodnotná fázová analýza, SQL databáze.
7. Software musí umožňovat měření drsnosti liniové i plošné, dle normy ISO 25178.
8. spojování více zorných polí, stitching bez redukce dat pro min. 5x5 zorných polí do jednoho snímku. 
9. musí umožňovat statistické zpracování naměřených dat.
10. Software kompatibilní s měřením a zpracováním dat v rámci dodávaného zařízení.

 
 	AFM modul
· veškeré nutné HW a SW příslušenství pro správný a bezproblémový chod, řídící PC s  profesionálním 64bitovým operačním systémem, aktuální CZ verze nabízená výrobcem. Kompatibilní se stávajícím počítačovým prostředím univerzity. OS podporovaný výrobcem (formou aktualizací) min. do roku 2025. Licence nesmí být formou upgrade ze starší verze OS
· techniky pozorování povrchů: min: kontaktní / nekontaktní mód pozorování, tapping a fázový kontrast
· možnost snadného upgrade AFM systému o další techniky pozorování, jako MFM, FMM, EFM a další
· Max. rozměr vzorků: 40x40x20mm
· Max. velikost zorného pole: alespoň 50x50um
· přesun místa zájmu vzorku z CLSM do AFM s přesností 5um nebo méně
· 10 +10 náhradních hrotů pro kontaktní a nekontaktní mód pozorování




